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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 16-18: Mechanical tests on contacts and terminations —
Test 16r: Deflection of contacts, simulation

FOREWORD

e International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization“com
national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IECHis to p
prnational co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fie
5 end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Te€hnical Specific
Chnical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter\referred to as
blication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee intg
the subject dealt with may participate in this preparatory work. International,” governmental ang
ernmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates

eement between the two organizations.

b formal decisions or agreements of IEC on technical matters expressy/as nearly as possible, an intern
sensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation fr|
brested IEC National Committees.

L Publications have the form of recommendations for intepnational use and are accepted by IEC N
Immittees in that sense. While all reasonable efforts aresmade to ensure that the technical content
blications is accurate, IEC cannot be held responsible “for the way in which they are used or fi
interpretation by any end user.

order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publig
hsparently to the maximum extent possible inftheir national and regional publications. Any dive
ween any |IEC Publication and the corresponding'national or regional publication shall be clearly indic
latter.

L provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible f
lipment declared to be in conformity with an IEC Publication.

users should ensure that they have the latest edition of this publication.

mbers of its technical committées and IEC National Committees for any personal injury, property dam|
er damage of any nature’ whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fee
enses arising out of«the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any oth
plications.

ention is drawn_ tosthe Normative references cited in this publication. Use of the referenced publicat
ispensable forthe ‘correct application of this publication.

ent rightsv JEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ational Standard I|EC 60512-16-18 has been prepared by subcommittee

lectors, of IEC technical committee 48: Electromechanical components and mechd

brising
omote
ds. To
htions,

“IEC
rested

non-
losely
ed by

htional
pm all

htional
bf IEC
br any

ations
gence
hted in

br any

liability shall attach to IEC omnits”directors, employees, servants or agents including individual experLs and

ge or
) and
br IEC

-~

ons is

ject of

48B:

structures for electronic equipment.

nical

This standard cancels and replaces test 16r of IEC 60512-8, issued in 1993. This standard is
to be read in conjunction with IEC 60512-1 and IEC 60512-1-100 which explains the structure
of the IEC 60512 series.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
48B/1875/FDIS 48B/1907/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A lisf of all parts of the IEC 60512 series, under the general title Connectors for elecfronic
equigment — Tests and measurements, can be found on the IEC website.

The ¢ommittee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the mpaintenance result date indicated on the IEC web site under "http://wepstore.iec.¢h" in
the dpta related to the specific publication. At this date, the publication will.be

* rgconfirmed;

* wjthdrawn;

* rgplaced by a revised edition; or
* amended.



https://iecnorm.com/api/?name=1bd9dea98abd3cf01f0542e32cc4dad0

-4 - 60512-16-18 © IEC:

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 16-18: Mechanical tests on contacts and terminations —
Test 16r: Deflection of contacts, simulation

1 Scope and object
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part of IEC 60512, when required by the detail specification, is used for)ig
pbmechanical components within the scope of technical committee 48. It may alg
for similar devices when specified in a detail specification.

bbject of this part of IEC 60512 is to detail a standard test method to measur
ction of a simulated contact in its cavity or housing.

ugh this test method is intended for cylindrical male cadntacts, and is partic
cable to those where the contacts fit into an insert, which(may have some elastici
pr contacts with other geometries and housing details;jis/not excluded. In which

b be done.

ormative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this docu

For d
of thd

IEC 4
Gene

3 H

3.1

The 5
body

appli

ated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest e
referenced document (including apy*amendments) applies.

0512-1-1, Connectors for eléctronic equipment — Tests and measurements — Par
ral examination — Test 1a: Visual examination

reparations

Preparation of’'specimen

pecimensshall consist of a housing, with an insert or other contact-receiving conn
or device. Any preconditioning given in the component detail specification sha
bd. Five such specimens shall be prepared.

sting
o be

b the

ularly
y, its
case,

etail specification should contain sufficient detail, given under Clause 5, to enable the

ment.
dition

t 1-1:

ector
Il be

3.2

—Equ-i-pmeut

A test pin (gauge pin) shall be provided, the design of which shall replicate those parts of the
contact normally fitted into the cavity that have relevance to this test.

A universal testing machine suitable for the test procedure detailed in Clause 4 shall be
required, equipped with all relevant test fixtures needed to hold the specimen under test.

3.3

Mounting

If mounting of the specimen is appropriate, it shall be as specified in the component detail

speci

fication.

The specimen shall not be mated to its corresponding, or other, component.
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Figure 1 and Table 1 give an example of a test set up.
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Figure 1 — Application of force (example)

Table 1 — Relevant dimensions for Figure 1 (example)

1 Pivot point of lever arm
2 Effective length of lever arm
Pa(1) Point of application of force, phase 1
Pa(2) Point of“application of force, phase 2
3 Fixed or free connector housing or similar device
4 Total deflection
A Deflection, phase 1
B Deflection, phase 2

4 Test method

4.1 Procedure

At Iejast 10’ cavities shall be selected at random from the 5 specimens provided that at|least
one davity shall be near the periphery, and one, at or near, the centre of the connector [nsert
or housing. For inserts or housings having 3 or less cavities, all shall be tested. A specified
force shall be applied in a manner as, or similar to, that shown in Figure 1 (which is an
example). The force shall be applied at a rate not exceeding 10 N/s and shall be maintained
for 10 s.

The foregoing shall be repeated in the opposite direction. An example is shown in Figure 1.

In some cases where the geometry of the connector or insert is not symmetrical, the direction
or plane of application of the forces will influence the results. In all cases, the plane of
application shall be that which causes the greatest deflection.
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4.2 Measurements and requirements
4.2.1 Before testing

Visual examination according to IEC 60512-1-1 shall be carried out. There shall be no
defects, which would impair the validity of the test.

4.2.2 During testing

Deflection on each direction shall be recorded. The sum of these deflections shall be
regarded as the total deflection. It shall not exceed that given in the component detail
speci ication

Obsefrvation of the test pin shall be made during the test. The test pin shall not distort, gither
tempeprarily or permanently, during the test to a degree that would invalidate the test.

4.2.3| After testing

Visugl examination according to IEC 60512-1-1 shall be carried out. There shall be no defects
to th¢ insert or housing, other than those found under 4.2.1 that-wWould impair the nprmal
functjoning of the component, nor shall the test pin be distorted.

5 Details to be specified

When this test is required by a detail specification, thefollowing shall be given therein:

a) whether preconditioning is required;

b) whether special mounting of the specimen js required;

c) tgst pin dimensions;

NOTE|1 Critical dimensions should include leverarm length, pivot point and diameters of the pin.
d) fdrce to be applied;

e) point of application of force;

f) tgtal deflection (see Figure,1);

NOTE|2 This may be different\for fixed or free, male or female (housing or contacts).

g) any deviation from\the standard test method.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 16-18: Essais mécaniques des contacts et des sorties —
Essai 16r: Débattement des contacts, simulation
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AVANT-PROPOS

Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mondiale de' normal
nposée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de |a-CEl). La
ir objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation da|
maines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités~"publie des N
brnationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessib|
blic (PAS) et des Guides (ci-apres dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élabdration est confiég
mités d’études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet, traité peut participe
anisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en-liaison avec la CEl, part
hlement aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Intefhationale de Normalisation
on des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

5 décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions téchniques représentent, dans la n
possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant dofanéque les Comités nationaux inté
t représentés dans chaque comité d’études.

b publications CEIl se présentent sous la forme de recommarndations internationales et elles sont a
nme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les~efforts raisonnables sont entrepris afin que

assure de I'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEl ne peut pas étre tenue respo

I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation quj en\est faite par un quelconque utilisateur final.

hs le but d'encourager l'uniformité internationale, Jes Comités nationaux de la CEl s'engagent, dans t
sure possible, a appliquer de fagon transpawente les Publications de la CEl dans leurs publig
ionales et régionales. Toute divergence entre teute Publication de la CEIl et toute publication nation
ionale correspondante doit étre indiquée en-térmes clairs dans cette derniére.

CEl n’a prévu aucune procédure de\ marquage valant indication d’approbation et n’engage ¢
ponsabilité pour les équipements déclarés conformes a une de ses publications.

Lis les utilisateurs doivent s'assurer_qu'ils sont en possession de la derniére édition de cette publication).

sation
CEl a
hs les
ormes
es au
a des
r. Les
cipent
(180),

hesure
ressés

jréées
la CEI
hsable

ute la
ations
ale ou

as sa

cune responsabilité ne doit."étre imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxiliaifes ou
mgndataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des C

ionaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tou

bmités
autre

Mmage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris Igs frais

justice) et les dépenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEI
te autre Publicatian de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.

ttention est attirée” sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publig
erencées esf obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L'gdttention ‘est/attirée sur le fait que certains des éléments de la présente publication CEIl peuvent faire
droits-dé propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de

de
ne

pas avoir identifié de tels droits de propriété ou de ne pas avoir signalé leur existence.

ou de

ations

I'objet

La N
du comité d'études 48 de la CEIl: Composants électromécaniques et structures mécaniques
pour équipements électroniques.

rme Internationale UEI 6USTZ-To-To a ele etablie par e sous-comite 4ocb. LonnecC

eurs,

La présente norme annule et remplace I'essai 16r de la CEI 60512-8, publiée en 1993. La
présente norme doit étre lue conjointement avec la CEl 60512-1 et la CEl 60512-1-100 qui
explique la structure de la série CEI 60512.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
48B/1875/FDIS 48B/1907/RVD

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de la présente norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une |iste de toutes les parties de la série CEIl 60512, dont le titre général est Conheqteurs
pour |équipements électroniques — Essais et mesures, peut étre consultée sur lecsite web de
la CHI.

Le cqmité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifie-avant la date du
résulfat de la maintenance indiquée sur le site web de la CEIl a)7Tadresse suijante:
«httpj//webstore.iec.ch», dans les données liées a la publication spécifique. A cette date, la
publi¢ation sera

* rgconduite;

* slpprimée;

* rgmplacée par une édition révisée; ou
* amendée.
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Partie 16-18: Essais mécaniques des contacts et des sorties —
Essai 16r: Débattement des contacts, simulation

1 Domaine d'application et objet
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3.1

L'épr
conn

ésente partie de la CEl 60512 est utilisée, lorsque la spécification particuliere)l’e

ication particuliére le spécifie.

bt de la présente partie de la CEI 60512 est de détailler une méthode d’essai norma
mesurer le débattement d'un contact simulé dans son alvéole ourson capot.

que cette méthode d’essai soit destinée a des contacts) méales cylindriques e
ulierement applicable a ceux ou les contacts s’adaptent{dans un isolant, qui peut
ertaine élasticité, son utilisation pour des contacts avec d’autres géométries et d
pot n’est pas exclue. Dans ce cas, il convient quela“spécification particuliere cont
étails suffisants, donnés a I'Article 5, afin de permettre la réalisation de I'essai.

éférences normatives

Hocuments de référence suivants sont indispensables pour I'application du pr

atées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éver
dements).

0512-1-1, Connecteurs\pour équipements électroniques — Essais et mesun
b 1-1: Examen général —Essai 1a: Examen visuel

réparations

Préparation de I’éprouvette

buvette doit étre constituée d’un capot avec un isolant ou d’'un autre corps ou disf
pcteur’ recevant un contact. Tout préconditionnement donné dans la spécifig

xige,

les essais des composants électromécaniques qui entrent dans le domaine @'activité du
comi1{é d’études 48. Elle peut aussi étre utilisée sur des dispositifs similaifes' lorsq

’'une

lisée

soit
avoir
ptails
enne

Bsent
nces
tuels

ositif
ation

partia

uliere du compasant doit étre appliqué. Cing éprouvettes doivent étre préparéd

s de

cette

3.2

fagon.

Matériel

Une broche d’essai (broche calibrée) doit étre prévue. Sa conception doit reproduire les
parties du contact entrant normalement dans 'alvéole et qui correspondent a cet essai.

Une machine d’essai universelle capable de supporter la procédure d’essai détaillée a
I’Article 4 doit étre exigée et doit comporter tous les dispositifs de fixation qui conviennent,
afin de maintenir 'éprouvette en essai.
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